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Cyfrowy projektor

pomiarowy
Seria IM-8000

Pomiar \
wielopowierzchniowy
360°

Potréjna skutecznos¢ wykrywania

NATYCHMIASTOWY POMIAR



Przeprowadz kompletny zestaw pomiaréw za pomoca jednego klikniecia

Temat 1

Wyjatkowa zdolnos¢
do wykrywania krawedzi

20-megapikselowy CMOS (trzy razy ><
wiecej niz konwencjonalne systemy)

Nowy algorytm stabilnego
wykrywania krawedzi




Temat 2
Jednoczesny pomiar

wszystkich powierzchni

Zachowanie orientacji poziomej

>< Pomiar wielopowierzchniowy 360°

z modutem obrotowym




Cyfrowy projektor
pomiarowy
Seria IM-8000



Automatyzacja serii IM-8000
znacznie skraca czas pomiaru

Réwnolegte pomiary w zaledwie kilka sekund

W ciagu kilku sekund mozna przeprowadzi¢ pomiary do 300 wymiardw, co znacznie
zmniejsza nakfady na czynnosci pomiarowe.

Intuicyjny interfejs, z ktérego kazdy moze korzystac

Teraz kazdy operator moze wykonac doktadne pomiary; wystarczy wcisnac przycisk
,Measure” (Pomiar), aby zmierzy¢ wszystkie podane wymiary.

Pomiar matych, duzych i tréjwymiarowych czesci

Modut obrotowy w potaczeniu z zaawansowanymi mozliwosciami detekcji obstuguje szeroki
zakres ksztattow. Mozna przeprowadzi¢ precyzyjny pomiar tréjwymiarowych czesci.




Wczesniej

Konwencjonalne narzedzia pomiarowe

CZASOCHLONNE

I Regulacja skomplikowanych uchwytéw specjalnych do pozycjonowania czesci
i ustalanie bazy pomiarowej jest czasochtonne.

I Wzrost liczby czesci lub punktéw pomiarowych moze oznacza¢ wyktadnicze
wydtuzenie wymaganego czasu.

| Zarzadzanie danymi i tworzenie sprawozdan z kontroli moze by¢ ucigzliwe.

NIESPOJNE

I R6znice w sposobie uzycia narzedzia moga prowadzi¢ do niespojnosci wartosci.

I Zmiany ostrosci, spowodowane ustawieniami roznych operatoréw powoduja
niespojne wartosci.

I Jakos¢ pomiarow w duzym stopniu zalezy od oceny i doswiadczenia operatora.

SKOMPLIKOWANE

I Nauka obstugi przyrzadéw pomiarowych wymaga czasu.

I Wymiary wymagajace wykorzystania wirtualnych linii lub punktéw
wprowadzaja jeszcze wyzszy poziom skomplikowania.

| Pomiary moga by¢ wykonywane tylko przez przeszkolonych operatoréw.




Teraz

Seria IM-8000 rozwigzuje te problemy

SZYBKIE

I Brak czasochtonnego pozycjonowania i ustalania bazy pomiarowej.

I Pomiar do 300 wymiaréw na nawet 100 czesciach poprzez nacisniecie jednego
przycisku.

I Automatyczne zapisywanie danych pomiarowych i tworzenie raportéw z kontroli.

SPOJNE

I Automatyczna identyfikacja punktéw pomiarowych zapewnia identyczne
wyniki pomiaréw za kazdym razem.

| Zautomatyzowana regulacja ostrosci zapobiega niespojnym warto$ciom.

I Prosta obstuga typu ,umie$¢ i nacisnij” zapewnia spéjne, niezalezne
od operatora wyniki pomiaréw.

PROSTE

I Latwe konfigurowanie pomiaréw za pomoca zaledwie kilku kliknie¢.

I Réwnie tatwe konfigurowanie wirtualnych linii i punktow.

I Brak wymaganego doswiadczenia do pomiaru czesci.




Szybszy, fatwiejszy i doktadniejszy pomiar wymiarow

SZYBKIE Pomiar w zaledwie kilka sekund

Krok 1
Umiesc¢

Krok 2
Nacisnij



Pomiar wymiaréw w ciggu zaledwie jednej sekundy

p-

Nowa funkcja umozliwia natychmiastowy pomiar poprzez
umieszczenie czesci na podstawie. Funkcja ta znacznie obniza koszty
produkgji przy duzej ilosci pomiarow.

{

1
sekunda

Czeséci umieszczone na podstawie s mierzone natychmiastowo.

Jednoczesne pomiary na wielu czesciach

Przez przygotowanie programu pomiarowego z wszystkimi wymiarami, tolerancjami i warunkami oswietlenia mozna zmierzy¢ do 300 wymiardw
na czesc i do 100 czesci jednoczesnie. Funkcja ta pozwala zredukowac czas i naktad pracy nawet w przypadku wielu czesci i punktdw pomiarowych.
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Rysunek Wynik pomiaru

Szybkie wyszukiwanie programéw pomiarowych

Wystarczy umiesci¢ kod QR wydrukowany na raporcie z kontroli pod soczewka kamery, zeby
odczytac program pomiarowy. Funkcja ta zapewnia prawidtowy wybdr pliku, nawet
w przypadku wielu typoéw plikow.
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Szybszy, fatwiejszy i doktadniejszy pomiar wymiarow

Wczesniej
Btedy pozycjonowania
Btedy ustawiania ostrosci

Btedy wynikajace z poziomu
umiejetnosci

Wyeliminowanie btedéw operatora

Teraz
Brak koniecznosci pozycjonowania
Automatyczna regulacja ostrosci

State wyniki niezaleznie od operatora

|KEYENCE|




Automatyczna regulacja ostrosci

Seria IM-8000 zostata wyposazona w specjalnie zaprojektowany obiektyw o duzej gtebi ostrosci. Umozliwia on automatyczne ustawianie ostrosci
w punktach pomiarowych. Jest to przydatne w przypadku czesci o nierdwnej powierzchni, dla ktérych nie jest mozliwe jednoczesne ustawienie
ostrosci dla wszystkich mierzonych elementéw danej czesci.

Czesci o duzej roznicy wysokosci Ostrosc jest automatycznie
dostosowywana do pomiaru

Tylko gérne krawedzie sg ostre. Tylko dolne krawedzie s ostre.

Automatyczne wykrywanie krawedzi

Przetwarzanie subpikseli

Poniewaz kazdy piksel jest dzielony na 100 lub wiecej subpikseli, przyrzady z serii IM-8000 s3 w stanie zapewnic szerokie pole widzenia przy
zachowaniu mozliwosci wykonywania pomiarow o wysokiej precyzji.

Jeden piksel elementu
[ odbierajacego $wiatto

Bez przetwarzania subpikseli Z przetwarzaniem subpikseli

Przetwarzanie ksztattu

Linie i okregi sa wykrywane przy uzyciu metody najmniejszych kwadratéw dla 100 lub wiekszej* liczby punktéw
wykrywania.

* Liczba punktéw moze by¢ mniejsza niz 100, w zaleznosci od ksztattu.

Automatyczna identyfikacja zadziorow i wiorow

Zadziory i widry znajdujace sie w strefie detekcji sg automatycznie rozpoznawane i usuwane z przetwarzania
danych jako nieprawidtowe miejsca. Mozliwe jest réwniez ustawienie systemu w taki sposob, aby pomiar byt
przerywany w przypadku wykrycia zadzioréw lub widréw wiekszych od konkretnej wartosci progowe;j.
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Szybszy, fatwiejszy i doktadniejszy pomiar wymiarow

tatwe konfigurowanie pomiaréw
za pomoca klikniecia myszka

Krok 1
Wybierz narzedzia

Krok 2 w

Kliknij obszar pomiaru
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Intuicyjne menu i wbudowany podrecznik procedur

Procedura programowania jest bardzo intuicyjna. Podczas wyswietlania czesci wystarczy wybra¢ punkty, linie, okregi, wirtualne linie i inne cechy
do pomiaru. Dla kazdego menu dostepne s3 animacje przedstawiajace metody pracy oraz podrecznik procedur pokazujacy przebieg pracy.
Te procedury na ekranie pozwalaja kazdemu na prawidtowa konfiguracje ustawien programu.

«“Procedury>
=il Lzl
2. Zdefiniuj prostg 2.
3. Okredl miejsce
— \wysSwistlania wyniku.
B4 Kliknij prayeisk [OK].
Imierz odlegéos'é?r;i.qdiy dwiema prostymi.

@i 2 HesEve=an

Funkcja automatycznej diagnostyki

Ta nowa funkcja diagnozuje stabilnos¢ kazdego punktu pomiarowego podczas programowania, wyswietlajac zmiany w mierzonych elementach

w sposob tatwy do zrozumienia. Dzieki temu tworzenie ustawien programu jest tatwiejsze i szybsze.

AEREEE T

RERRRERRERIRLEE
PEERERRERTEARES

Mozliwos¢ wykrycia btedéw przed pomiarem.

Funkcja automatycznego pomiaru

Funkcja automatycznego pomiaru umozliwia pomiar pojedynczej czesci lub matej ilosci mieszanych czesci bez tworzenia programu pomiarowego.
Funkcja ta moze automatycznie wykrywac punkty pomiarowe na czesciach o wymiarach do 300 x 200 mm, nawet jesli czesci te nie byty wczesniej

mierzone.
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Szybszy, fatwiejszy i doktadniejszy pomiar wymiarow

Automatyczne tworzenie raportow
z kontroli

Nazwa semaniu
Uszadzana
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Automatyczne obliczanie wspotczynnikéw Cp i Cpk

System automatycznie oblicza i wyswietla kluczowe wartosci statystyczne
dla kazdej pozycji pomiaru, w tym liczbe dobrych i ztych pomiaréw,
maksymalng warto$¢ wymiaru, minimalng wartos¢ wymiaru, srednia, (0,
30, 60) Cp, Cpkiinne. Informacje takie jak numer partii oraz data i czas
pomiaru sg réwniez zapisywane automatycznie, co utatwia wyszukiwanie
wynikéw pomiardw.

TR EEARERELS

Natychmiastowe informacje zwrotne o trendach i odchyleniach

Whbudowane funkcje wykresu trendu i histogramu umozliwiaja weryfikacje
opisanych ponizej trendéw i odchylen kazdej mierzonej pozycji,
korzystajac z wykresow.

| Stopniowe zmniejszanie sie mierzonych wartosci
| Wzrost odchytki
| Cykliczne wahania mierzonych wartosci

ki r—

-
=t

hf?-.\mww-q»awfm mf

Kompletne raporty z kontroli w ciggu kilku sekund

Raporty z kontroli i statystyki mozna tworzy¢ za pomocg jednego
klikniecia. Nie ma potrzeby przesytania danych lub recznego
wprowadzania ich do komputera. Wyniki pomiaréw mozna tatwo
przenies¢ za pomocg urzadzenia USB lub potaczenia LAN i zaimportowac
do programu arkusza kalkulacyjnego na komputerze w celu analizy.

Ksztatty s rowniez automatycznie agregowane

Rejestrowane sa nie tylko wyniki pomiaréw, lecz rowniez ksztatty
mierzonych czesci. Umozliwia to wizualizacje zmian w wygladzie
w sposob, ktérego nie da sie osiagnac jedynie przy uzyciu wartosci
liczbowych.
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Zaawansowane technologie
do kompleksowych pomiaréw

Brak potrzeby precyzyjnego ustawiania
0strosci oraz pozydji

CMOS o ultrawysokiej rozdzielczosci

; " 20-megapikselowy CMOS i nowy algorytm wykrywania
krawedzi dla trzykrotnie wiekszej skutecznosci wykrywania

Programowalny oswietlacz
pierscieniowy

Dokfadnie wydobywa krawedzie
' w optymalnych warunkach
Swietleniowych

Modut sondy swietlnej

Sonda $wietlna, ktéra moze mierzy¢

cechy na okreslonych wysokosciach
NOWOSC

/\Stykowy modut pomiaru
wysokosci

\_I/Jednoczesny pomiar kierunku Z
Modut obrotowy 360°

Jednoczesny pomiar wszystkich
powierzchni czesci 3D

Podstawa o duzej predkosci/wysokiej
precyzji

Powierzchnia pomiarowa
do 300 x 200 mm

Soczewki telecentryczne o duzej srednicy
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Zaawansowane technologie do kompleksowych pomiarow

Soczewki telecentryczne o duzej Srednicy

Brak potrzeby trudnego ustawiania ostrosci oraz pozycji

i X
.
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Jednakowa ostrosc¢ niezaleznie od réznic wysokosci

Przyrzady z serii IM-8000 zostaty wyposazone w specjalnie
zaprojektowany obiektyw o duzej gtebi ostrosci. Zapewnia to doktadne
pomiary pomimo réznic wysokosci czesci.

Obiektyw zmiennoogniskowy IM-8000

Widoczny rozmiar cechy nie zmienia sie wskutek réznic wysokosci @

Seria IM-8000 zostata wyposazona w telecentryczny uktad optyczny,
CO 0znacza, ze réznice wysokosci czesci nie maja wptywu na obraz. I:I I:I

Pozwala to na wykonywanie doktadnych pomiaréw czesci o nieréwnych

powierzchniach.

gy

Obiektyw zmiennoogniskowy IM-8000

Mniej znieksztatcen w catym polu widzenia

Seria IM-8000 zostata wyposazona w obiektyw o niskim stopniu dystorsji, 1 r b |

zaprojektowanym specjalnie nie tylko do zminimalizowania dystorsji

w poblizu srodka, lecz réwniez na zewnetrznych krawedziach pola

widzenia, dzieki czemu czesci mozna doktadnie mierzy¢ niezaleznie

od ich pozydji na podstawie.

h 4
Obiektyw zmiennoogniskowy IM-8000
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Zaawansowane technologie do kompleksowych pomiaréw

CMOS o ultrawysokiej rozdzielczosci

20-megapikselowy CMOS i nowy algorytm wykrywania
krawedzi dla trzykrotnie wiekszej skutecznosci wykrywania




20-megapikselowy CMOS o ultrawysokiej rozdzielczosci

Ten czujnik CMOS zapewnia optymalna rozdzielczos¢ obiektywu i ma trzy
razy wieksza liczbe pikseli niz konwencjonalny system, wizualizujac
drobne krawedzie, ktére do tej pory trudno byto dostrzec.

20-megapikselowy czujnik CMOS o ultrawysokiej rozdzielczosci

System optyczny z podwodjng kamerg do jednoczesnych pomiarow

Jedno ustawienie pozwala na przetaczanie miedzy szerokokatna kamera o srednicy 100 mm a kwadratowa kamerg o wysokiej precyzji i szerokosci
25 mm. Pierwsza z nich pozwala na szybka rejestracje wymiarow zewnetrznych i ogélnego ksztattu czesci, a druga na pomiar mikroskopijnych
ksztattow i punktéw wymagajacych wysokiej precyzji, poprawiajac ja i skracajac czas pomiaru.

Obraz zarejestrowany kamerg szerokokatna Korzystanie z kamery o wysokiej Powiekszenie obrazu zarejestrowanego
precyzji tylko w razie potrzeby kamerg o wysokiej precyzji

Potezny silnik do wykrywania krawedzi

Ten nowy silnik jest w stanie stabilnie wykrywac krawedzie o stabym
kontrascie miedzy jasnymi a ciemnymi elementami. Nowo opracowany
algorytm KEYENCE identyfikuje krawedzie na podstawie informadji

o otaczajacych krawedziach, umozliwiajac pomiar z wieksza precyzja.

21
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Zaawansowane technologie do kompleksowych pomiaréw

Podstawa o duzej predkosci/wysokiej precyzji

Powierzchnia pomiarowa do 300 x 200 mm




Pole widzenia 300 x 200 mm, dwukrotne wieksza predkos¢ pomiarowa

Mozliwos¢ pomiaru czesci o wielkosci do 300200 mm i wysokosci

do 85 mm. Nowa konstrukcja minimalizuje opér pomiedzy silnikiem

a $rubg pociggowa, zawezajac skok ruchu i pozwalajac na stabilny pomiar
przy duzych predkosciach bez koniecznosci mocowania czesci

na miejscu.

Automatyczne wyszukiwanie czesci

IM-8000 wyszukuje i mierzy czesci w dowolnym miejscu na podstawie. Nie ma potrzeby umieszczania czesci bezposrednio pod obiektywem. Szybki
ruch podstawy na duzej powierzchni zapewnia, ze cze$¢ zostanie znaleziona i zmierzona.

System napedowy umozliwiajacy wysoka precyzje

Dzieki zastosowaniu precyzyjnych fozysk wateczkowych poprzecznych jestesmy w stanie zapewni¢ wysoka doktadnos¢ przy zachowaniu
zwiekszonej trwatosci. To eliminuje btedy wskutek ruchu podstawy.

Dziata moment obrotowy Pole widzenia Bardzo prosty

Pole widzenia

ﬂ%
Zmierzony wymiar
1t ) - ig
\ Rozbieznosci pomiedzy
~— | Rzeczywisty wymiar === wymiarami rzeczywistymi
_

azmierzonymi sg rzadkie

Ruch podstawy Ruch podstawy

Bez regulagji IM-8000

Skala liniowa o wysokiej precyzji zaprojektowana specjalnie dla
przyrzaddw z serii IM-8000 umozliwia sledzenie ruchu podstawy
z doktfadnoscig do mikrona. To sprawia, ze mozliwe jest wykonanie
doktadnych pomiaréw, nawet duzych czesci.
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Zaawansowane technologie do kompleksowych pomiarow

Programowalny o$wietlacz pierscieniowy

Doktadnie wydobywa krawedzie w optymalnych
warunkach oswietleniowych

i




Wiele modutéw oswietlenia w jednym przyrzadzie

Ten programowalny oswietlacz pierscieniowy taczy w sobie szereg funkgji doswietlenia w jednym urzadzeniu. Pozwala to na kontrole réznorodnych

cech bez potrzeby wymiany o$wietlacza dla maksymalnej efektywnosci.

Osdwietlenie wielokatowe, wysokie

Oswietlenie wielokatowe, niskie

Oswietlenie szczelinowe

Swiatto oswietla wszystkie obszary czesci

jednakowo wzniesien

Istnieje kontrast pomiedzy réznymi wysokosciami

Kontrast tworzy sie miedzy czeicig
a krawedzig zewnetrznego obwodu.

Mechanizm programowalnego oswietlacza pierscieniowego

Przekroj z wigczonymi Zzrédfami oswietlenia
wielokatowego

S

Oswietlony jest duzy obszar. Umieszczenie modutu o$wietlenia
w wysokiej pozycji rownomiernie o$wietla cata probke. Im nizsza
pozycja, tym wiekszy kontrast o$wietlenia ze wzgledu na réznice
wysokosci.

Przekroj z witgczonymi zrédtami oswietlenia

szczelinowego

S

Waskie strumienie sg rzucane poziomo. Nalezy umiesci¢ oswietlacz
na wysokosci zapewniajacej wykrycie krawedzi w celu otrzymania
odpowiedniego kontrastu we wiasciwych miejscach.

Automatyczne wyszukiwanie optymalnych ustawien oswietlenia

Czesto trudno jest okresli¢ prawidfowe ustawienia oswietlenia dla danego elementu. Funkcja wyszukiwania optymalnego oswietlenia utatwia to,

pokazujac aktualne obrazy przy uzyciu réznych technik oswietleniowych, dzieki czemu mozna tatwo wybrac ten, ktéry jest optymalny. Pozwala

to nawet niedoswiadczonym uzytkownikom poczuc sie pewnie podczas korzystania z przyrzadu.

Wybér funkgji do optymalizacji

[ -qG O ncy ercoingny

Wybor ustawienia z automatycznie
uzyskanych obrazéw

Pomiary moga by¢ wykonywane
ztatwoscig przy optymalnych
ustawieniach

25



26

Zaawansowane technologie do kompleksowych pomiaréw

Modut sondy $wietlnej

Sonda swietlna, ktéra moze mierzyc elementy
na okreslonych wysokosciach




Doktadny pomiar wymiardéw, ktére wczeséniej byty niemozliwe
do zmierzenia przy uzyciu systemow wizyjnych

Nowo opracowany modut sondy $wietlnej umozliwia tatwe i doktadne pomiary nawet na czesciach o gteboko osadzonych ksztattach, zaokraglonych
rogach i innych ksztattach oraz w innych stanach obroébki, ktére utrudniaty ich wykrycie w przypadku konwencjonalnych systeméw wykorzystujacych

obrazy.

Nowa technologia precyzyjnie mierzy boki niewidoczne dla kamery

1. Swiecaca sonda zbliza sie do wybranego punktu czesci.

2. Kamera zostaje uzyta do rozpoznania ruchu prébki i pomiaru odlegtosci.

Cze$¢ jest przesuwana do wybranego punktu. Kamera wykrywa kontakt oswietlonej czesci.

Widok z gory Widok z géry

Bardzo niska sita nacisku dla matych i lekkich czesci

W konwencjonalnych urzadzeniach pomiarowych wystepuje wysoka sita nacisku, ktéra moze powodowac przesuniecie detalu z powodu nacisku
wywieranego na mate i lekkie czesci. Modut sondy swietlnej dziata z bardzo matym naciskiem wynoszacym 0,015 N, co umozliwia bezproblemowy
pomiar i nie generuje kosztéw zwigzanych z mocowaniem czesci. Eliminuje takze ryzyko deformacji podczas pomiaru miekkich czesci.

Sonda swietlna

Ekstremalnie niski nacisk
pomiarowy

, : 0,015N

Poniewaz sita nacisku jest wyjatkowo niska, mozliwa jest

Nacisk przesuwa czes¢.
detekcja bez poruszania czesci.
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Zaawansowane technologie do kompleksowych pomiaréw

Modut obrotowy 360° IM-RU1

Jednoczesny pomiar wszystkich powierzchni
czesci trojwymiarowej




Latwe mocowanie czesci

Dostepne sg dwa rodzaje uchwytéw utatwiajacych mocowanie elementow
o réznych ksztattach: okragtych lub kwadratowych, duzych lub matych. Oznacza to,
ze nie s3 wymagane zadne specjalistyczne przyrzady.

Nie ma potrzeby przygotowywania przyrzadéw dla czesci, dla
ktérych trudno jest utrzymac pozioma orientacje.

Nie ma potrzeby recznej zmiany orientacji czesci

Nawet w przypadku czesci produkowanych z wielu kierunkéw, wszystkie powierzchnie w kierunku obrotu mozna zmierzy¢ podczas jednej operadji,

co eliminuje potrzebe tworzenia wielu ustawier i ponownego mocowania czesci.

Pozycja 0° Obrécona 0 90° i zmierzona Obrécona o0 180° i zmierzona

Pomiary okragtosci i bicia

Pomiar wielu powierzchni przy jednym
ustawieniu

Do tych pomiaréw potrzebne byty wczesniej specjalistyczne maszyny.
W serii IM-8000 wyniki sa uzyskiwane nie poprzez sledzenie czesci za pomoca
sondy, ale poprzez skanowanie wszystkich widocznych powierzchni, co umozliwia

tatwiejszy i doktadniejszy pomiar.

29



30

Zaawansowane technologie do kompleksowych pomiaréw

Dotykowy modut pomiaru wysokosci IM-8030T

Jednoczesny pomiar kierunku Z




Pomiar wysokosci typu ,umiesc i nacisnij”

Modut ten pozwala na pomiary wysokosci, takie jak grubos¢, réznice wysokosci i ptaskos¢. Scentralizowane zarzadzanie wynikami pomiaréw

przyczynia sie do ogdInej poprawy efektywnosci zadar pomiarowych.

Sonda wykrywa i mierzy te sama pozycje za kazdym razem Wyswietlanie wynikéw pomiaru wysokosci Mozliwy jest takze pomiar ptaskosci

Stabilny pomiar bez btedéw operatora

Potaczenie z funkcja wyszukiwania wzorcow umozliwia systemowi automatyczne wykrywanie dowolnych wstepnie okreslonych wymiaréw
wysokosci/gtebokosci. Ten sam punkt jest mierzony za kazdym razem z ta sama sita, wiec pomiary sg stabilne, z mniejsza iloscia bteddw niz podczas
pracy operatoréw.

Modele konwencjonalne: Uzywanie miernika tarczowego jest trudne Nawet waskie lokalizacje sa wykrywane i mierzone automatycznie
i czasochfonne dla operatora, i moga pojawic sie btedy

Modut pomiaru wysokosci

Zakres pomiarowy od 0do 75 mm
Sita nacisku 03N
Dokfadno$¢ pomiaru (XY) +0,2 mm*'
Minimalna jednostka wyswietlacza 1um
Tryb pomiarowy o szerokim polu widzenia 145 % 95 mm

Obszar mierzalny (XY) ‘ P2 - A — 2 =

‘ Tryb pomiarowy o wysokiej precyzji 107,5 % 95 mm
Powtarzalnos$¢ +£2 um*’
Doktadno$¢ pomiaru +7,5 um*’

*1 Temperatura otoczenia podczas pracy: +23°C £1°C.
*2 Przy maksymalnej wysokosci pomiaru wynoszacej 30 mm lub mniej. 3 pm, gdy maksymalna wysoko$¢ pomiaru miesci sie w zakresie od 30 do 75 mm.
*3 Standardowe szkto, przy maksymalnej wysokosci pomiaru wynoszacej 30 mm lub mniej. £9,5 um, gdy maksymalna wysoko$¢ pomiaru miesci sie w zakresie od 30 do 75 mm.
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Funkcje sieciowe i oprogramowanie

Modut importu CAD

Dane wymagane do pomiaréw moga by¢ importowane na podstawie danych
z rysunku CAD w formacie DXF. Nawet jesli czes¢ nie jest dostepna fizycznie, nadal
mozliwe jest szybkie utworzenie plikdw programowych pomiaru.

*Wymagany jest rowniez edytor ustawiert pomiaréw (IM-H3EP).

DXF

Plik konfiguracyjny

Wynik pomiaru



b

Edytor ustawien pomiaréw

Komputer moze byc¢ uzyty do dodawania lub zmiany lokalizacji pomiaréw w programie pomiarowym utworzonym przez IM-8000. Ustawienia
mozna zmienia¢ nawet z dala od urzadzenia, co pozwala na zdalng korekcje ustawien i drukowanie wynikéw pomiarow.

Transfer danych przez
pofaczenie LAN

=

= -

—

Plik konfiguracyjny
Serwer PC

Za pomoca potaczenia LAN mozna tatwo przenies¢ plik
programowy utworzony w systemie IM-8000 lub
na komputerze do innego systemu IM-8000 w innej lokalizacji.

Oprogramowanie do transferu danych

{EYENCE

arkuszy kontrolnych.

Wyniki pomiaréw otrzymanych z IM-8000 moga by¢ automatycznie przenoszone
do konkretnych komdrek w arkuszu kalkulacyjnym na okreslonym komputerze. Dane
pomiarowe mogga by¢ wprowadzane w celu dopasowania do wczesniej ustalonych formatow

Srodowisko robocze oprogramowania komputerowego

Obstugiwane systemy operacyjne

Windows 10 Home/Pro/Enterprise (wersja 64-bitowa)

Wymagane wolne miejsce na dysku twardym

30 GB lub wiecej

- Windows® jest znakiem towarowym lub zastrzezonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach

Zjednoczonych i innych krajach.

- Formalna nazwa systemu Windows to system operacyjny Microsoft Windows®.
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Wydajnosc i niezawodnos$¢ gotowa do zastosowan w hali produkcyjnej

Schemat systemu identyfikowalnosci

Skale referencyjne wykorzystywane do produkgji, kontroli i kalibracji Miedzynarodowy standard

53 zgodne ze skaly rEferenchnq akYEdytowanyCh laboratoriow National Metrology Institute of Japan (NML1J) of National Institute of Advanced

wzorcowania JCSS w celu zapewnienia identyfikowalnosci wstecznej Industrial Science and Technology [Krajowy Instytut Metrologiczny Japonii (NMLJ)
Krajowego Instytutu Nowoczesnych Nauk i Technologii Przemystowych]

Akredytowane laboratorium wzorcowania JCS

Skala odniesienia

Standard wtérny

Precyzyjna maszyna wspotrzednosciowa

Wspolny standard

Skala odniesienia

Przyrzad pomiarowy do skalibrowania

Cyfrowy projektor pomiarowy IM-8000

do normy krajowe;j.

Swiadectwo wzorcowania

Swiadectwa wzorcowania wydawane sg po przeprowadzeniu

— T — axeEn
Inspectson Hessll

kontroli i kalibracji. Swiadectwa wzorcowania moga by¢ réwniez g e T

Calibration Certificatn | pr— —

wydawane po przeprowadzeniu kontroli i kalibracji przez KEYENCE
po zainstalowaniu produktu.

Wydane $wiadectwa wzorcowania, schematy systemu
identyfikowalnosci i raporty z kontroli

WZOTZEC pomiarowy ‘ Opcjonalnie: OP-88552

IM-8000 mozna wyregulowac za pomoca specjalistycznej szklanej
ptytki wzorcowej. Jest ona przydatna przy zmianie miejsca instalacji
systemy IM. Certyfikat wzorcowana moze by¢ wydany réwniez dla tej
ptytki wzorcowej, co likwiduje obawy zwiazane z zarzagdzaniem
pomiarami.




Wbudowany czujnik temperatury

Obudowa posiada wbudowany czujnik temperatury, ktéry pozwala

Wbudowany czujnik temperatury

na zainstalowanie IM-8000 w dowolnym miejscu. System wykorzystuje
kompensacje temperatury w celu zniwelowania wptywu otaczajacego
Srodowiska, eliminujgc potrzebe zarzadzania temperatura powietrza.

Bardzo sztywny korpus

Bardzo sztywny korpus umozliwia ponowng instalacje tego produktu w innym
miejscu w zwigzku ze zmianami w uktadzie itp. Konstrukcja zostata
zoptymalizowana z zastosowaniem analiz topologicznych i analiz
wytrzymatosci, co pozwala na wykorzystanie jej w preferowanej lokalizacji lub

w miejscu, w ktérym mozna zwiekszy¢ wydajnosc.

Konstrukcja zajmujaca niewiele miejsca

Dzieki zmniejszeniu rozmiaréw jednostki gtownej i wigczeniu zintegrowanego
monitora instalacja wymaga o wiele mniej miejsca. Dzieki temu znacznie Mate rozmiary
wzrasta liczba miejsc, w ktérych mozna zainstalowac ten produkt. Pomimo

kompaktowych rozmiaréw, wiekszy monitor utatwia wyswietlanie obrazu

na ekranie.

i

v .

a5

]
0000 o\
Projektor IM-8000 Mikroskop
analogowy pomiarowy
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System wsparcia posprzedazowego

Darmowe aktualizacje oprogramowania

Zaktualizuj swoje oprogramowanie do najnowszej wersji bezposrednio ze strony pomocy technicznej KEYENCE.

B ugrEvEratE  <aiiE N 2
PREYENCE et svglosi = ; ; & careers
v Peidecti  Sos v Dbwmabds v Supot v ANGEWE  Coatadtte
Image Dimension Measurement System Downloads
a 1eua
- | LGMR
[rwnd 4t -] T
L] rizug
= FTME
TRl a 2eaun
i JecsiuB
ST S s Viewer [owed 720 Kemangmiogs| | TierSdan

System sprzedazy bezposredniej zapewnia wysokiej jakosci spersonalizowane
wsparcie techniczne

Nasze kompleksowe wsparcie posprzedazowe zapewnia bezposredni kontakt z naszymi wyszkolonymi technikami ds. sprzedazy. Otrzymujesz
natychmiastowe spersonalizowane wsparcie, ktérego potrzebujesz, bez koniecznosci kontaktowania sie z firmami handlowymi lub detalistami. Gdy
bedziesz chciat sie z nami skonsultowa¢, mozesz na nas liczy¢.

Inni producenci

oo —‘ . .
Klient Detal:ista Firma ha;wdlovva Produlcent
KEYENCE
Sprzedaz bezposrednia
oo

!

Klient KEYENCE




Globalny system wsparcia i obstugi

Zjednoczone Krélestwo
. Niemcy

- Belgia

Polska
olandia 4

Caechy . Slowacja

Irlandia Wegry
= Rumunia

Luksemburg ~

Hiszpania N 23

/ i Stowenia
Francja i
i Wiochy

Sawajcaria

Chiny

Korea

T Tajwan USA

Indie " Filipiny

Kanada

Wietnam

Miedzynarodowy system sprzedazy bezposredniej

Meksyk

Miedzynarodowe zaktady KEYENCE s3 obstugiwane przez japoriskich

i miejscowych pracownikéw technicznych, dzieki czemu mozemy
zaspokoi¢ potrzeby naszych klientdw. Wspieramy naszych klientéw
poprzez dzielenie sie informacjami pomiedzy pracownikami KEYENCE

zlokalizowanymi na catym swiecie i w Japonii.

Obstuga wielu jezykow

Sprzedaz bezposrednio od producenta

State wsparcie technikow ds. sprzedazy

Jako uzupetnienie ekranu sterowania systemem dostarczono podreczniki Obstugiwane jezyki

i inng dokumentacje w wielu jezykach. Lokalny personel moze bez
problemu stosowac produkty firmy KEYENCE po ich zainstalowaniu

w Swiatowych zaktadach produkcyjnych.

Polski Angielski
Francuski Wrhoski

Chinski tradycyjny Hiszpanski
Koreariski Czeski

Niemiecki

Chinski uproszczony

Tajski
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Przyktady zastosowan

Czes¢ poddane obrébce
skrawaniem
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Narzedzie

Czes¢ frezowana
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Czesc¢ odlewana
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Czesc ttoczona
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Przykfady zastosowania serii IM-8000

Dla réznych potrzeb w zakresie kontroli

Kontrola prototypéw
i pierwszych czesci z narzedzia

Kontrola prébek i czesci
w trakcie procesu produkgji

B Poprawa wydajnosci poprzez skrécenie czasu
uruchamiania produkgji

B Pomiar niezalezny od poziomu do$wiadczenia kontrolera

M Pomiar cechujacy sie spdjnoscia pomiarowa z normami
miedzynarodowymi

Kontrole przed wysytka

W Poprawa dostepnosci sprzetu dzieki redukgji czasu
przezbrojenia

M Poprawa wydajnosci poprzez wyzsza doktadnos¢ regulacji
sprzetu

MW Zarzadzanie problemami w trakcie procesow
produkcyjnych

Kontrole wejsciowa

B Umozliwia szybsze kontrole wysytek, co prowadzi
do skrocenia czasu dostawy

M Redukcja naktadéw pracy wymaganej do sporzadzania
tabel raportéw z kontroli

M Redukcja czasu szkolenia i kosztow pracy kontrolerow

B Umozliwia zarzadzanie réznorodnymi kontrolami przy
statych normach

W Redukdja ryzyka wad nawet przy zwiekszonej liczbie
kontroli

B Poprawa jakosci dzieki pomiarom w niesprawdzanych
poprzednio punktach



Szesc¢ zalet zwiekszajacych wydajnosc¢ pracy

1. Skrocenie czasu kontroli

3 sek.
w

Skrécenie czasu kontroli moze zwiekszy¢ wydajnosc
produkgji i obnizy¢ koszty.

3. Mozliwos¢ wykonywania kontroli przez
operatorow, a nie tylko kontrolerow

oo

Zmniejszenie obcigzenia praca dziatu jakosci moze takze
prowadzi¢ do poprawy dostepnosci sprzetu.

5. Wigksza liczba kontroli

Poniewaz mozna z fatwoscia zwieksza¢ liczbe kontroli,

zmniejsza sie ryzyko wystepowania wad.

2. Skrécenie czasu rejestracji

Redukcja naktadéw pracy wymaganej do rejestracji
danych pokontrolnych moze prowadzi¢ do obnizenia
kosztéw zarzadzania danymi.

4. State normy kontroli

Program

Zastosowanie statych norm kontroli prowadzi
do produkgji o bardziej stabilnych poziomach
jakosci.

6. Wieksza liczba wymiarow

Mozliwos¢ mierzenia niekontrolowanych dotychczas
wymiaréw bez zwiekszania naktadu pracy przektada

sie na podniesienie jakosci.
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Konfiguracja systemu

IM-8000
Kontroler

IM-8005
Podstawa 2100 mm

Model wyposazony w staty
oswietlacz pierscieniowy

Akcesoria opcjonalne

Modut obrotowy ——

Oswietlenie zewnetrzne ——

IM-8010
Kwadratowa podstawa 200 mm

Programowalny o$wietlacz
pierscieniowy

IM-8020
Kwadratowa podstawa 200 mm
Model wyposazony

w programowalny oswietlacz
pierscieniowy / sonde $wietlng

Precyzyjny uchwyt mocujacy

S
IM-RU1 IM-DXW12NT OP-87761
Modut obrotowy Doswietlacz wspotosiowy Precyzyjny uchwyt mocujacy

(do pomiaru dtugich probek)

IM-8030/IM-8030T
Kwadratowa podstawa 300 x 200 mm

Model z szeroka podstawg wyposazony
w programowalny oswietlacz
pierscieniowy / sonde swieting

Dotykowy modut pomiaru wysokosci IM-8030T

OP-87501
Precyzyjny uchwyt mocujacy

Oprogramowanie komputerowe

IM-H3EP IM-H3C IM-H1T
Edytor ustawien pomiarow IM Modutimportu CAD Oprogramowanie do transferu
danych IM
Szkto podstawy
_—
OP-86985*" OP-86986 OP-88179*2 IM-G23 IM-SG2 OP-88239*:
Szkto podstawy Szkto szafirowe Szkto podstawy Szkto podstawy (pakiet trzech) Hartowane szkto podstawy Szkto podstawy

do modelu IM-8005 do modelu IM-8005

IM-G33
Szkto podstawy (pakiet trzech)
do modelu IM-8030

IM-SG3
Hartowane szkto podstawy
do modelu IM-8030

do modelu IM-8010/8020

&

do modelu IM-8010/8020

do modelu IM-8010/8020

do modelu IM-8030

OP-88552
Tabela korekgcji IM

OP-88185

Arkusz uchwytu
OP-88214** OP-88215
Sonda do modelu Sonda pfaska
IM-8030T do modelu IM-8030T

*1 Jeden z nich jest dotaczony przy zakupie modelu IM-8005.
*3 Jeden z nich jest dotaczony przy zakupie modelu IM-8030.

*2 Jeden z nich jest dotagczony przy zakupie modelu IM-8010/8020.
*4 Jeden z nich jest dotaczony przy zakupie modelu IM-8030T.



Dane techniczne

Ce

— Sterownik IM-8000
odel
Glowica IM-8005 IM-8010 IM-8020 IM-8030 IM-8030T
Czujnik obrazu 1" 20-megapikselowy monochromatyczny CMOS
Wyswietlacz 12,1" monitor LCD (WXGA: 1280 x 800)
Obiektyw odbiorczy Podwajny obiektyw telecentryczny
DO Tryb pomiarowy o szerokim polu widzenia 100 mm 200 x 200 mm (4x R50) 300 x 200 mm (4x R50)
ole widzenia
Tryb pomiarowy o wysokiej precyzji 25x25mm 125 %125 mm 225x 125 mm
Minimalna jednostka wyswietlacza 0,1 um
Tryb pomiarowy Bez ruchomej podstawy +1um
o szerokim polu widzenia | 7 rychoma podstawa — ‘ +£2um
Powtarzalnos¢ -
Tryb pomiarowy Bez ruchomej podstawy +0,5 um
o wysokiej precyzji -
Pomiar Y ) precyz) Z ruchoma podstawa ‘ +1,5 um
obrazowy Tryb pomiarowy Bez faczenia +39 um*!
Dokladnoé¢ | © szerokim polu widzenia | 7 taczeniem — \ +(7 40,02 L) um*2 +(7+0,02 1) um*
pomiaru (£20) | v, pomiarowy Bezlaczenia +£2 um**
o wysokiej precyzji Zfaczeniem — +(4+0,02 L) um** +(4 +0,02 L) um*
. Tjopomiarowy | 58 007 D) prnreo +(2,8+0,02 D) pm*" +(28+0,02D) pm™?
Pomiar $rednicy L, . 0 szerokim polu widzenia
zewnetrznej Dokfadnos¢ pomiaru Eoa—
'ybpomiarowy +(14 +0,04 D) pm*"* +(1/4 +0,04 D) urm*'* +(1,4 +0,04 D) um*'s
0 wysokiej precyzji
Obszar mierzalny (XY) — 90 X 90 mm 190 X 90 mm
Maksymalna gtebokos¢ pomiaru — 30 mm
Sonda Srednica sondy $wietinej — 23 mm
Swietlna - -
Pomiar. Sita nacisku — 0,015N
Powtarzalno$¢ — +2 um*’
Doktadnos$¢ pomiaru — +(8+ 0,02 L) pm*® +(8+40,02 L) um*?
Zakres pomiarowy — od0do 75 mm
Sita nacisku — 03N
Doktadno$¢ pomiaru (XY) — +0,2 mm*"”
Modut Minimalna jednostka wyswietlacza — 1 um
pomiaru - - N -
wysokosci | Obszar mierzalny Tryb pomiarowy o szerokim polu widzenia — 145 % 95 mm
(XY) Tryb pomiarowy o wysokiej precyzji — 107,5 % 95 mm
Powtarzalnos¢ — +2 um*"®
Doktadno$¢ pomiaru — +7,5 um*"?

Zewnetrzne wejécie zdalne

Wejécie beznapieciowe (z lub bez kontaktu)

Wyjscie z przekaznikéw PhotoMos

Wyjécie zewnetrzne OK/NG/BLAD/POM. Obciagzenie znamionowe: 24V DC 0,5 A
Przy rezystancji: 50 mQ lub nizszej

LAN RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
USB 3.1 4 porty (tyt: 4)

Interfejs
USB 2.0 seria A 4 porty (przoéd: 2, tyk: 2)
Wyjscie monitora DVI-D

Nagrywanie Dysk twardy 500 GB

Temperatura otoczenia podczas pracy

+10 do 35°C*'®

Odpornos¢ na dziatanie

Wilgotnos¢ otoczenia podczas pracy

20 do 80% RH (bez kondensacji)

czynnikéw srodowiskowych

Stopien zanieczyszczenia

2

Kategoria przepigeciowa

Przechodzace Telecentryczny system oswietlenia
Czteroczesciowy
L . Pierscien oswietlacz —
System o$wietlenia pierécieniowy
Pierscien — Cztery segmenty, oswietlenie wielokatowe (elektryczne)
Pierscien — Oswietlacz szczelinowy (elektryczny)
Zakres ruchu — 100 x 100 mm (naped elektryczny) 200 x 100 mm (naped elektryczny)
Podstawa XY —
Nosnos¢ 5kg 7,5 kg
Podstawa Z Zakres ruchu 75 mm (elektryczny)
Napiecie zasilania 100 do 240V AC +£10%, 50/60 Hz
Zasilanie " —
Pobér mocy 430V A lub nizszy
Sterownik Ok.8kg
Waga -
Gtowica Ok. 24 kg Ok. 30 kg Ok. 33 kg Ok. 35 kg

*1 W zakresie @80 mm, w temperaturze otoczenia podczas pracy +23°C £1°C i przy prawidfowe] ostrosci. *2 W zakresie 180 x 180 mm (4x R40), w temperaturze otoczenia podczas pracy +23°C +£1°C, przy prawidtowej

ostroéci oraz przy obcigzeniu podstawy wynoszacym 2 kg lub mniej. L = dtugo$¢ ruchu podstawy (w mm). *3 W zakresie 280 X 180 mm (4x R40), w temperaturze otoczenia podczas pracy +23°C +1°C, przy prawidtowej

ostroéci oraz przy obcigzeniu podstawy wynoszacym 3 kg lub mniej. L = dtugosc ruchu podstawy (w mm). *4 W zakresie @20 mm, w temperaturze otoczenia podczas pracy +23°C £1°Cii przy prawidfowe] ostrosci.
*5 W zakresie 120 x 120 mm, w temperaturze otoczenia podczas pracy +23°C +1°C, przy prawidtowej ostrosci oraz przy obcigzeniu podstawy wynoszacym 2 kg lub mniej. L = dtugo$¢ ruchu podstawy (w mm).
*6 W zakresie 220 x 120 mm, w temperaturze otoczenia podczas pracy +23°C +1°C, przy prawidtowej ostrosci oraz przy obcigzeniu podstawy wynoszacym 3 kg lub mniej. L = dtugo$¢ ruchu podstawy (w mm).

*7 Z systemem wykrywania w pozydji standardowej. Jesli system wykrywania znajduje sie w pozycji gtebokiej, 3 pm. *8 Z systemem wykrywania w pozycji standardowej, w temperaturze otoczenia podczas pracy +23°C
+1°C, oraz przy obcigzeniu podstawy wynoszacym 2 kg lub mniej. Jesli system wykrywania znajduje sie w pozycji gtebokiej, (10 + 0,02 L) um, gdzie L to dtugos¢ pomiaru (w mm). *9 Z systemem wykrywania w pozycji
standardowej, w temperaturze otoczenia podczas pracy +23°C +1°C, oraz przy obcigzeniu podstawy wynoszacym 3 kg lub mniej. Jesli system wykrywania znajduje sie w pozycji gtebokiej, (10 + 0,02 L) um, gdzie L

to dtugos¢ pomiaru (w mm). *10 W zakresie L18 mm x @60 mm. Przy prawidtowej ostrosci, z czescia znajdujaca sie w srodku pola widzenia obiektywu, oraz przy kierunku watu czesci skierowanej w kierunku poziomym
pola widzenia obiektywu. W temperaturze otoczenia podczas pracy +23 +1°C. D to odlegto$¢ w kierunku Y (w mm). *11 W zakresie L118 mm x @60 mm. Przy prawidtowej ostrosci, z czescig znajdujaca sie w srodku pola
widzenia obiektywu, oraz przy kierunku watu czesci skierowanej w kierunku poziomym pola widzenia obiektywu. W temperaturze otoczenia podczas pracy +23 +1°C. D to odlegtos¢ w kierunku Y (w mm). *12 W zakresie
1218 mm x @60 mm. Przy prawidtowej ostrosci, z czescig znajdujaca sie w srodku pola widzenia obiektywu, oraz przy kierunku watu czesci skierowanej w kierunku poziomym pola widzenia obiektywu. W temperaturze
otoczenia podczas pracy +23 +1°C. D to odlegtos¢ w kierunku Y (w mm). *13 W zakresie L6 mm X 220 mm. Przy prawidtowej ostrosci, z czescig znajdujaca sie w srodku pola widzenia obiektywu, oraz przy kierunku watu
czesci skierowanej w kierunku poziomym pola widzenia obiektywu. W temperaturze otoczenia podczas pracy +23 +1°C. D to odlegtos¢ w kierunku Y (w mm). *14 W zakresie L106 mm x @20 mm. Przy prawidtowej ostrosci,
z czescia znajdujaca sig w srodku pola widzenia obiektywu, oraz przy kierunku watu czesci skierowanej w kierunku poziomym pola widzenia obiektywu. W temperaturze otoczenia podczas pracy +23 +1°C. D to odlegto$¢
w kierunku Y (w mm). *15 W zakresie L206 mm x @20 mm. Przy prawidfowej ostroéci, z czeécig znajdujaca sie w $rodku pola widzenia obiektywu, oraz przy kierunku watu czesci skierowanej w kierunku poziomym pola
widzenia obiektywu. W temperaturze otoczenia podczas pracy +23 +1°C. D to odlegtos¢ w kierunku Y (w mm). *16 +15 do 35°C z predkoscig ruchu stolika X/Y wynoszacg 80 mm/s. *17 Temperatura otoczenia podczas
pracy: +23°C £1°C. *18 Przy maksymalnej wysokosci pomiaru wynoszacej 30 mm lub mniej. 3 pm, gdy maksymalna wysoko$¢ pomiaru miesci sie w zakresie od 30 do 75 mm. *19 Standardowe szkto, przy maksymalnej
wysokosci pomiaru wynoszacej 30 mm lub mniej. £9,5 pm, gdy maksymalna wysokos¢ pomiaru miesci sie w zakresie od 30 do 75 mm.
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Sterownik IM-8000

‘ SKONTAKTUJ SIE ZE SWOIM NAJBLIZSZYM BIUREM, ABY DOWIEDZIEC SIE O DOSTEPNOSCI PRODUKTU W TWOIM KRAJU

\ KONTAKT Z NAMI

KEYENCE INTERNATIONAL (BELGIUM) NV/SA

Bedrijvenlaan 5, 2800 Mechelen, Belgia +32 (0)15 281 222 4 info@keyence.eu

+32 (0)15 281 222

Informacje zawarte w tej publikacji oparte sa na wewnetrznym badaniu/ocenie firmy KEYENCE w czasie jej wydania i podlegaja zmianie bez powiadomienia.
Nazwy firm i produktow wymienione w tym katalogu sa znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi odpowiednich firm. Powielanie tego katalogu bez upowaznienia jest surowo wzbronione.
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